
Запоріжжя 2024.

Кристалохімія. 
Лекція 4.

1



Тема 4. Методи дослідження кристалів. Фактори, що 
визначають структуру кристалів 

• Основи рентгеноструктурного аналізу (РСА). 

• Формула Брегга-Брегга. 

• Метод Лауе. 

• Метод обертаючогося кристала. 

• Порошковий метод Дебая–Шеррера. 

• Визначення міжплощинної відстані для кристалів кубічної 
сингонії.
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Основи рентгеноструктурного аналізу (РСА). 

Рентгенівський структурний аналіз – це методи дослідження 
с т р у к т у р и  р е ч о в и н и  з а  р о з п о д і л о м  у  п р о с т о р і  т а 
інтенсивно стями розсі яного  на  ана лі зованому об 'єкт і 
рентгенівського випромінювання.
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Рентгенограма – зареєстроване на світлочутливому матеріалі ( фотоплівки або пластини) зображення 
обєкту, що виникає у результаті взаємодії рентгенівських променів з речовиною. Про цьому можливе 
поглинання відображення або дифракція. Просторови розподів їх інтенсивності після кожної взаєодії и 
іксується. 

Е = hv      V=1/λ



Основи рентгеноструктурного аналізу (РСА). 
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Лауєграма довільно встановленого монокристалу бериллу.



Формула Брегга-Вульфа
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Різниця ходу лучей дорівню. 
Цілому числу довжин хвиль.
     - довжина хвилі випромінення
    - порядок віддзеркалення

Представлення диракції розсіюваних рентгенівських променів як 
відображення промінів від паралельних кристалографічних прощин.
Сфера обмеження = 2/λ

d – міжплощинна відстань.
ϑ – кут 













Метод Лауе
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Цілі числа, Міллеровські індекси



Час прокидатись та задавати питання...
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